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Pokyny pro vypracování:

Metoda Ionized Jet Deposition (IJD) pŚedstavuje pokroļilĨ nástroj pŚ²pravy tenkých vrstev

zachovávající stechiometrii deponovaného materiálu. Bakal§Śsk§ práce je zamŊŚena na

pŚ²pravu tenkých vrstev vysokoteplotního supravodiļe REBCO s charakterizaci struktury

výsledných vrstev. Na z§kladŊ reġerġe student zvolí depoziļn² parametry pro pŚ²pravu první

sady vzorkŢ. Tenké vrstvy bude pŚipravovat na sadu rŢznĨch monokrystalických substr§tŢ

jako jsou MgO, LaA103 atd. PŚipraven® vzorky tenkých vrstev budou analyzovány pomocí

rentgenové difrakce, SEM, EDS a dalġ²ch metod dle potŚeby. Na z§kladŊ dat z analýz student

upraví depoziļn² parametry tak, aby dosáhl co nejlepġ²ch vlastností pŚipravenĨch vrstev

s ohledem na vyuģit² v prŢmyslu vysoko teplotních supravodiļŢ.

PŚi Śeġen² postupujte podle následujících bodŢ.

I. Reġerġn²/teoretick§ ļ§st

l) Popis metody Ionized Jet Deposition.

2) Vlastnosti tenkých vrstev vysokoteplotních supravodiļŢ na bázi REBCO.

3) Základní popis analytických metod vyuģ²vanĨch k charakterizaci morfologie a

mikrostruktury tenké vrstvy.

II. Experimentální ļ§st

1) Popis pouģitĨch experimentálních zaŚ²zen² a testovaných vzorkŢ.

2) Realizace depoziļn²ch a charakterizaļn²ch experimentŢ.

3) Zpracování získaných dat.
4) Diskuze dosaģenĨch vĨsledkŢ.
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